
扬州扬杰电子科技股份有限公司

可靠性试验测试参考表

序号
试验项目

(Test Item)
试验条件

(Condition)
参考标准

(Reference)
实验时间

(Time)
适用范围
(Scope)

1
预处理

（Pre-conditioning） 

Performed on surface mount devices (SMDs) 
prior to TC,AC, H3TRB/HAST & IOL/PTC 
stresses only.  JESD22A-113 

1.Temperature  Cycling:-40℃~60℃，

5cycles；
2.Bake:125℃,24H；

3.Moisture  Soak:85±2℃，85±5%/168h；

4.Reflow*3cycles:260 ℃,3cycles
time 5-60min

Only For SMD Series   
仅适用于贴片系列

2 高温反偏

（High Temperature  Reverse Bias）
Tjmax,80%VR(Zener  100%Vz,TVS 
100%Vrwm)

JESD22-A108 1000Hrs All Series
所有系列

3 高温栅极偏压
（High Temperature  Gate Bias） Tjmax,100%Vgs JESD22-A-108 1000Hrs Only For MOS        

仅适用于MOS产品

4 间歇老化
（Intermittent  Operational  Life ） △Tj≥100℃,2min ON/2min OFF MIL-STD-750

Method 1037  15000Cycles
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Vzz焀R(Zenep
�erieT退

��᐀

 

温
High

miTemperatureԀ

Hig

Revers

Sӗ૱

Ā

JESD22

-

A 1000Hrs

All 

SerA

2㈹

温温+LJ�
Onlm

st

�� ��

�혀

ˆ鑲倀

Āˁ�,
ć錀

�Hḵᶱx,8JESD22

-

000Hrs

All 

Ser10 间歇老 LूJP L7eP peUDWXU
Hig�rN/conOnlu䘀৽ٿmptureĀmi Ā ����萀栅极

MI"頀ST-᐀EOF#⠀৽ٿ

�Å

-᐀D22

1000Hrs

All 

Ser 123温+@JK
ˇ

Temperature؀

000C/10 

）

.鄀

eneN/onal
10

）餀�0' V)�(S ' ��

-

 

All 

SerH@gA瀀 温反偏%Higd帀emperatureሀppӗ૱

.鄀ener�ESD22-

1000Hrs

All Series
产品

��

温反偏
ˆ1030

 Temperature᐀�ᘀmppӗ૱�叱Te00peracler1000HrsAll Series
产品

��

仅适㈹
ˀ̄

�0Cp

Ā

）

�01Hḵ EɵSD22

-

All Series
产品

��+ @JG

ĈP p2QOM1

ĀĀ

�

�褀ĀĀ

ĂЂoQ�温

Ĥ

�

Ă劎

�圀�焀倀

Ā

�諱ENx0

Hig

E1
-∀ig

000HrsAll 

Ser

rA৽ٿ

� �7 �'

SD22鄀e0Hrs

All Series

ė

�+0 �p0a  peMDsJ
E

iesJ )昀100onalӗ૱

�- �( �6 �' �� ��

-

�- �( �6 �' �� ��

-

ӗ૱0e0%Eonaa　

1

iesSD20eӗ૱All 

Ser
ė

⑙

ˇeco10�

�eMDs��ies���0a �,

ST-ᘀaST ��ˆ �1 �\ �F�O�H�V

Sp  er�ᄀies

�× 
ñ�� ���

��× 
ñ

ė

ˇ⠀0N/p

aeMDs���I

ST-ᘀaST ��‰�H�� �+ �U�V

 er�ᄀies�� $Y$Y+@�P�S

�6�7�)�D�����

）

�餀pMI ST

�aST

���̂1�\�F�O�H

All 

Ser

�ᶱٿग�

�-�0�' �V��

1x

�+�L�J

ӵ00�L�H�V

�

�� �L�J�A’�B�×
ñ�脀
SD200cle

All 

Ser


